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(57)【要約】
　本発明は、スキャニング・ビーム・デバイスに関する
互換性情報および／またはパラメトリック・データをユ
ニバーサル・ベース・ステーションに供給するメモリ要
素を実現する。本発明は、ユニバーサル・ベース・ステ
ーションに結合されたスキャニング・ビーム・デバイス
の識別子コード、互換性情報、その他の特性などのパラ
メトリック・データを供給する、スキャニング・ビーム
・デバイスに結合されたメモリを実現する。ベース・ス
テーションのコントローラは、ベース・ステーションが
デバイスを正しく操作できるようにするために、このパ
ラメトリック・データを使用して、制御ルーチンを構成
するか生成することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャニング・ビーム・デバイスを操作する方法であって、
　コネクタ部材と通信するメモリを含むスキャニング・ビーム・デバイスを用意するステ
ップと、
　前記メモリとベース・ステーションのコントローラとの間のデータ経路を作成するため
に、前記コネクタ部材を前記ベース・ステーションのインターフェースに結合するステッ
プと、
　スキャニング・ファイバ・デバイスのメモリからデータを読み取るステップと、
　前記メモリから読み取られた前記データに少なくとも部分的に基づいて、前記スキャニ
ング・ビーム・デバイスを操作する制御ルーチンを生成するステップと、
　前記制御ルーチンを用いて前記スキャニング・ビーム・デバイスを操作するステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記データを読み取るステップが、前記スキャニング・ビーム・デバイスが前記ベース
・ステーションと互換であるかどうかを判定することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記データを読み取るステップが、前記メモリから一意識別子を読み取るステップを含
み、前記制御ルーチンを生成するステップが、前記一意識別子に関連するパラメトリック
・データに基づく請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記スキャニング・ビーム・デバイスがスキャニング・ファイバ・デバイスであり、前
記データを読み取るステップが、前記メモリから前記スキャニング・ファイバ・デバイス
の共振周波数データを読み取ることを含み、
　前記スキャニング・ファイバ・デバイスを操作するステップが、前記スキャニング・フ
ァイバ・デバイスの光ファイバを実質的に前記共振周波数でスキャンすることを含む
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記スキャニング・ビーム・デバイスが、光ファイバを含むスキャニング・ファイバ・
デバイスであり、
　前記データを読み取るステップが、前記メモリから前記ファイバの共振周波数範囲を読
み取ることを含み、前記制御ルーチンを生成するステップが、前記ファイバの共振周波数
を判定するために前記共振周波数範囲を通ってスキャンすることを含み、
　前記スキャニング・ファイバ・デバイスを操作するステップが、前記ファイバを実質的
に前記共振周波数でスキャンすることを含む
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記データを読み取るステップが、スキャンニング・ビーム・デバイスの駆動アセンブ
リの最大駆動電圧を前記メモリから読み取ることを含み、
　前記スキャンニング・ビーム・デバイスを操作するステップが、前記制御ルーチン中に
前記最大駆動電圧以下で前記駆動アセンブリを駆動することを含む
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記データを読み取るステップが、満了日または製造日を前記メモリから読み取るステ
ップを含み、
　前記スキャニング・ビーム・デバイスを操作するステップが、前記満了日を過ぎている
場合または所定の長さの時間が前記製造日から過ぎている場合に防がれる
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記データを読み取るステップが、前記スキャニング・ビーム・デバイスのズーム能力



(3) JP 2008-514344 A 2008.5.8

10

20

30

40

50

またはフォーカス能力を前記メモリから読み取ることを含み、
　前記スキャニング・ビーム・デバイスを操作するステップが、前記ズーム能力データま
たは前記フォーカス能力データに従ってズーミングまたはフォーカシングを可能にするこ
とを含む
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　データを前記メモリに書き込むステップをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記データを書き込むステップが、性能データ、使用歴、使用の日付、または使用の持
続時間のうちの少なくとも１つを書き込むことを含む請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記スキャニング・ビーム・デバイスが、スキャニング・ファイバ内視鏡、スキャニン
グ・ファイバ顕微鏡、またはスキャニング・ファイバ・ディスプレイを含む請求項１に記
載の方法。
【請求項１２】
　前記メモリが、不揮発性メモリを含む請求項１に記載のスキャニング・ビーム・デバイ
ス。
【請求項１３】
　スキャニング・ビーム・デバイスであって、
　スキャニング要素と、
　目標のスキャニングを制御するために前記スキャニング要素に結合された駆動アセンブ
リと、
　メモリと、
　前記メモリと通信するコネクタ部材であって、前記スキャニング・ビーム・デバイスを
ベース・ステーション内のインターフェースに解放可能に結合し、前記ベース・ステーシ
ョン内の前記インターフェースへの前記コネクタ部材の結合によって、前記メモリから前
記ベース・ステーションのコントローラへのデータ経路を作成する、前記コネクタ部材と
　を含み、
　前記スキャニング・ビーム・デバイスの動作が、前記メモリから前記コントローラに送
られるデータに少なくとも部分的に基づく制御ルーチンを用いて実行される
　スキャニング・ビーム・デバイス。
【請求項１４】
　前記スキャニング要素が、単一の光ファイバを含む請求項１１に記載のスキャニング・
ビーム・デバイス。
【請求項１５】
　スキャニング・ファイバ・デバイスであって、
　近位端と遠位端を含むファイバと、
　前記ファイバの前記遠位端のスキャニングを制御するために前記ファイバに結合された
駆動アセンブリと、
　メモリと、
　前記メモリと通信するコネクタ部材であって、前記スキャニング・ファイバ・デバイス
をベース・ステーション内のインターフェースに解放可能に結合し、前記ベース・ステー
ション内の前記インターフェースへの前記コネクタ部材の結合によって、前記メモリから
前記ベース・ステーションのコントローラへのデータ経路を作成する、前記コネクタ部材
と
　を含み、
　前記スキャニング・ファイバ・デバイスの動作が、前記メモリから前記コントローラに
送られるデータに少なくとも部分的に基づく制御ルーチンを用いて実行される
　スキャニング・ファイバ・デバイス。
【請求項１６】
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　前記データが、互換性データであり、その結果、前記コントローラへの許容可能な互換
性データの送出時に、前記ベース・ステーションの前記コントローラが前記駆動アセンブ
リを駆動することを許可される請求項１５に記載のスキャニング・ファイバ・デバイス。
【請求項１７】
　前記データが、識別データであり、前記識別データが、一意通し番号またはモデル番号
を含む請求項１５に記載のスキャニング・ファイバ・デバイス。
【請求項１８】
　前記識別データが、データベースに保管されたルック・アップ・テーブル内で参照され
、前記コントローラが、前記スキャニング・ファイバ・デバイスのパラメータを判定する
ために前記データベース内の前記ルック・アップ・テーブルにアクセスする請求項１７に
記載のスキャニング・ファイバ・デバイス。
【請求項１９】
　前記データが、前記ファイバの共振周波数データであり、前記制御ルーチンが、前記共
振周波数データに実質的に対応する周波数で前記ファイバをスキャンするために前記駆動
アセンブリを駆動する請求項１５に記載のスキャニング・ファイバ・デバイス。
【請求項２０】
　前記データが、前記ファイバの共振周波数範囲のデータであり、前記コントローラが、
前記ファイバの共振周波数を判定するために前記共振周波数範囲を検索するように構成さ
れる請求項１５に記載のスキャニング・ファイバ・デバイス。
【請求項２１】
　前記データが、ファイバ直径と、ファイバ曲げおよび位置制御データと、リアル・タイ
ム制御用のパラメトリック・データとのうちの少なくとも１つを含むファイバ・パラメト
リック・データである請求項１５に記載のスキャニング・ファイバ・デバイス。
【請求項２２】
　前記データが、最大駆動アセンブリ電圧および駆動アセンブリ要件のうちの少なくとも
１つを含む駆動アセンブリ・パラメトリック・データである請求項１５に記載のスキャニ
ング・ファイバ・デバイス。
【請求項２３】
　前記データが、スキャンされるファイバ・デバイスの製造日に関するデータまたは満了
日データである請求項１５に記載のスキャニング・ファイバ・デバイス。
【請求項２４】
　前記データが、前記スキャニング・ファイバ・デバイスのズーム能力データである請求
項１５に記載のスキャニング・ファイバ・デバイス。
【請求項２５】
　前記データが、カラー能力または検出器応答のうちの少なくとも１つを含む検出器パラ
メトリック・データである請求項１５に記載のスキャニング・ファイバ・デバイス。
【請求項２６】
　前記メモリが、不揮発性メモリを含む請求項１５に記載のスキャニング・ファイバ・デ
バイス。
【請求項２７】
　前記メモリが、前記コネクタ部材内に配置され、前記ベース・ステーションが、前記ベ
ース・ステーションの前記コントローラと前記メモリとの間で前記データ経路を作成する
ために前記コネクタ部材とメモリを介して電力を供給する請求項１５に記載のスキャニン
グ・ファイバ・デバイス。
【請求項２８】
　前記駆動アセンブリが、少なくとも１つの圧電要素を含む請求項１５に記載のスキャニ
ング・ファイバ・デバイス。
【請求項２９】
　前記コネクタ部材が、前記ベース・ステーションへの電気的かつ光学的な結合をもたら
す請求項１５に記載のスキャニング・ファイバ・デバイス。
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【請求項３０】
　スキャニング・ビーム・デバイスが、スキャニング・ファイバ内視鏡、スキャニング・
ファイバ顕微鏡、またはスキャニング・ファイバ・ディスプレイである請求項１５に記載
のスキャニング・ファイバ・デバイス。
【請求項３１】
　前記コントローラが、前記メモリにデータを書き込むように構成され、前記データが、
性能データ、使用歴、使用の日付、または使用の持続時間のうちの少なくとも１つを含む
請求項１５に記載のスキャニング・ファイバ・デバイス。
【請求項３２】
　複数の異なるスキャニング・ファイバ・デバイスを操作するように構成されたベース・
ステーションであって、
　スキャニング・ファイバ・デバイスのコネクタ部材を解放可能に受けるように構成され
たインターフェースを含むハウジングと、
　前記インターフェースを介して前記スキャニング・ファイバ・デバイスに電気的に結合
されるように構成されたコントローラと、
　前記コントローラに結合されたメモリであって、前記コントローラによって実行される
時に、前記コントローラに、
　　前記スキャニング・ファイバ・デバイスのメモリからデータを読み取らせ、
　　スキャンニング・ファイバ・デバイスを所望のスキャン周波数でスキャンするために
前記スキャニング・ファイバ・デバイスの駆動アセンブリ用の制御ルーチンを生成させ、
　　前記制御ルーチンが、スキャニング・ファイバのメモリから読み取られたデータに少
なくとも部分的に基づいて生成される
　複数のコード・モジュールを保管するように構成される、メモリと
　を含むベース・ステーション。
【請求項３３】
　前記ハウジングが、感光性位置センサを含む較正チャンバを含み、前記較正チャンバが
、前記スキャニング・ファイバ・デバイスを受けるように構成される請求項３２に記載の
ベース・ステーション。
【請求項３４】
　電力が、前記インターフェースを介して前記スキャニング・ファイバ・デバイスの前記
メモリに送られ、前記コネクタ部材と前記スキャニング・ファイバ・デバイスのメモリを
介して送られる前記電力が、前記ベース・ステーションの前記コントローラと前記スキャ
ニング・ファイバ・デバイスの前記メモリとの間にデータ経路を作成する請求項３２に記
載のベース・ステーション。
【請求項３５】
　前記インターフェースを介して前記スキャニング・ファイバ・デバイスに光を送るよう
に構成された導波路をさらに含む請求項３２に記載のベース・ステーション。
【請求項３６】
　前記導波路が、レーザー源、可視光源、ＵＶ源、ＲＧＢ源、またはＩＲ源のうちの少な
くとも１つを含む請求項３４に記載のベース・ステーション。
【請求項３７】
　前記データが互換性データを含み、前記コントローラへの許容可能な互換性データの送
出が、前記制御ルーチンの適用を可能にする請求項３２に記載のベース・ステーション。
【請求項３８】
　前記スキャニング・ファイバ・デバイスの前記メモリからの前記データが、一意識別子
データであり、前記ベース・ステーションの前記メモリが、前記一意識別子データに関連
する前記スキャニング・ファイバ・デバイスのパラメトリック・データを含み、生成され
る前記制御ルーチンが、前記パラメトリック・データに部分的に基づく請求項３２に記載
のベース・ステーション。
【請求項３９】
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　前記データが、スキャンニング・ファイバ・デバイスの共振周波数データを含み、前記
制御ルーチンが、前記共振周波数データに実質的に対応する周波数で前記ファイバをスキ
ャンするために前記駆動アセンブリを駆動するように構成される請求項３２に記載のベー
ス・ステーション。
【請求項４０】
　前記データが、スキャンニング・ファイバ・デバイスの共振周波数範囲を含み、前記コ
ントローラが、前記ファイバの共振周波数を判定するために前記共振周波数範囲を検索す
るように構成され、
　前記制御ルーチンが、共振周波数データに実質的に対応する周波数で前記ファイバをス
キャンするために前記駆動アセンブリを駆動するように構成される
　請求項３２に記載のベース・ステーション。
【請求項４１】
　前記データが、最大駆動アセンブリ電圧と駆動アセンブリ要件のうちの少なくとも１つ
を含む駆動アセンブリ・パラメトリック・データを含む請求項３２に記載のベース・ステ
ーション。
【請求項４２】
　前記データが、前記スキャニング・ファイバ・デバイスのデバイス満了日または製造日
を含み、満了の日付を過ぎている場合または製造日から所定時間が過ぎている場合に、前
記コントローラが、前記制御ルーチンを開始するステップを妨げられる請求項３２に記載
のベース・ステーション。
【請求項４３】
　前記データが、前記スキャニング・ファイバ・デバイスのズーム能力データおよび／ま
たはフォーカス能力データを含む請求項３２に記載のベース・ステーション。
【請求項４４】
　前記データが、ファイバ直径、ファイバ曲げと位置制御データ、リアル・タイム制御用
のパラメトリック・データのうちの少なくとも１つを含むファイバ・パラメトリック・デ
ータを含む請求項３２に記載のベース・ステーション。
【請求項４５】
　前記データが、カラー能力と検出器応答のうちの少なくとも１つを含む検出器パラメト
リック・データを含む請求項３２に記載のベース・ステーション。
【請求項４６】
　前記コントローラが、前記メモリにデータを書き込むように構成され、前記データが、
性能データ、使用歴、使用の日付、または使用の持続時間のうちの少なくとも１つを含む
請求項３２に記載のベース・ステーション。
【請求項４７】
　光源とメモリに結合されたコントローラを含むベース・ステーションと、
　少なくとも１つのスキャニング・ファイバ・デバイスであって、各スキャニング・ファ
イバ・デバイスが、
　　近位端と遠位端を含むスキャニング・ファイバと、
　　前記スキャニング・ファイバの前記遠位端のスキャニングを制御するために前記ファ
イバに結合された駆動アセンブリと、
　　前記スキャニング・ファイバ・デバイスを前記ベース・ステーション内のインターフ
ェースに結合するコネクタ部材と
　　前記コネクタ部材と通信するメモリと
　を含む、スキャニング・ファイバ・デバイスと
　を含み、
　スキャンニング・ファイバ・デバイスのうちの１つから前記ベース・ステーション内の
前記インターフェースへの前記コネクタ部材の結合が、前記スキャニング・ファイバ・デ
バイスの前記メモリから前記ベース・ステーションのコントローラへのデータ経路と、前
記光源と前記スキャニング・ファイバとの間の光学経路とを作成し、前記ベース・ステー
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ションの前記コントローラが、
　　前記スキャニング・ファイバ・デバイスの前記メモリからデータを読み取り、
　　前記スキャンニング・ファイバ・デバイスを所望のスキャン周波数でスキャンするた
めに前記スキャニング・ファイバ・デバイスの前記駆動アセンブリを駆動するために制御
ルーチンを開始し、前記制御ルーチンが、前記スキャニング・ファイバのメモリから読み
取られたデータに少なくとも部分的に基づいて生成される
　ように構成される
　スキャニング・ファイバ・システム。
【請求項４８】
　スキャニング・ファイバ・デバイスであって、
　近位端と遠位端を含むファイバと、
　前記ファイバの前記遠位端のスキャニングを制御するために前記ファイバに結合された
駆動アセンブリと、
　メモリ手段と、
　前記メモリ手段と通信するコネクタ手段であって、前記スキャニング・ファイバ・デバ
イスをベース・ステーション内のインターフェース手段に解放可能に結合し、前記ベース
・ステーション内の前記インターフェースへの前記コネクタ手段の結合が、前記メモリ手
段から前記ベース・ステーションのコントローラへのデータ経路を作成する、コネクタ手
段と
　を含み、
　前記スキャニング・ファイバ・デバイスの動作が、前記メモリ手段から前記コントロー
ラに送られるデータに少なくとも部分的に基づく制御ルーチンを用いて実行される
　スキャニング・ファイバ・デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般的にはスキャニング・ビーム・デバイスに関する。より具体的には、本
発明は、スキャニング・ファイバ・デバイスの動作を改善するデータを含むメモリ要素を
有するスキャニング・ファイバ・デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　微小光学ディスプレイや小さいイメージ獲得システム（たとえば、カメラ）の増大する
市場がある。スキャニング・ビーム・システムは、この必要を満たすが、広い視野（ＦＯ
Ｖ）を有する低コスト微小光学システムの欠如は、最小限に侵襲性の医療イメージング（
柔軟な内視鏡）、サーベイランス、産業検査と修復、機械視覚システム、ロボット視覚シ
ステム、微小バーコード・スキャナで使用されるスキャニング・ビーム・システムのサイ
ズ削減に関する最も重大な障壁であった。
【０００３】
　ほとんどの普通のスキャニング・ビーム・システムは、回転式ミラーまたは振動式ミラ
ーなど、可動スキャニング要素を使用する。レーザー・ビームなどの光が、特定の応用例
に十分なスキャン周波数でその光を所定の直線パターンまたは２次元パターン（たとえば
、ラスタ）にまたがってスキャンするために、移動するミラーに投影される。ＦＯＶは、
スキャニング振幅とシステムの特定の光学設計によって決定される。スキャニング要素を
、任意の周波数でスキャンすることができるが、ほとんどの実施形態では、駆動信号は、
スキャニング要素の共振周波数と実質的に一致するように選択される。図１Ａに示されて
いるように、しばしば、スキャニング要素の共振周波数から「Ｑ係数」以内の周波数で光
をスキャンすることが有用である。Ｑ係数内で光をスキャンすることによって、所望の角
度と変位でスキャンすると同時に、所望の角度と変位を得るのに最小限の量のエネルギを
使用することが可能になる。
【０００４】
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　高解像度（＞４０００００ピクセル）と広ＦＯＶ（＞３０°）との両方を単一のディス
プレイまたはカメラ内で組み合わせることは、むずかしい技術的課題である。すべてのミ
ラー・スキャニング・デバイスに、光学スキャニング周波数とスキャニング振幅（ＦＯＶ
）との間のトレードオフがある。ミラーが速くスキャンするほど、そのミラーに作用する
力が大きくなり、この力が、ミラー表面を変形させ、イメージ品質を劣化させる。この制
限は、小さい低コスト共振ミラー・スキャナに特にあてはまる。回転式ポリゴン・ミラー
・スキャナは、通常はかさばり、コストが高いことを除いて、この制限またはスキャン周
波数と振幅との間のトレードオフを克服することができる。共振ミラー・スキャナの場合
に、ミラーは、ｓＶＧＡラスタ・スキャニング・ディスプレイに必要であるように、２０
ｋＨｚから４０ｋＨｚの周波数で振幅において２～３°を超えてスキャンすることができ
ない。光学ビームは、スキャニング・ミラーから反射するので、光学ＦＯＶは、総ミラー
偏向角の２倍である（すなわち、ＦＯＶ＝ミラー・スキャン振幅の２倍）。しかし、ｓＶ
ＧＡ解像度とスキャン周波数では、３０°から６０°程度の光学ＦＯＶを、微小ディスプ
レイの基礎として低コスト共振ミラー・スキャナを使用して達成することはできない。
【０００５】
　最近、微小電気機械システム（すなわち、ＭＥＭＳ）デバイスを作るためのシリコン微
小機械加工技法を含む共振ミラー光学スキャニング・システムが開発された。理論上、こ
の技法は、耐久性のあるミラー・ベースの光学スキャナをより低いコストで製造すること
ができる。それでも、共振スキャニング・ミラーのスキャン振幅とスキャン周波数との間
に、まだトレード・オフがある。
【０００６】
　そのために、イメージを形成するために光ファイバの端から光を投影するために１次元
または２次元でスキャンされる、片持ちにされた光ファイバの使用を含む、改善されたス
キャニング・ビーム・システムが開発された。イメージ形成応用例と微小ディスプレイ応
用例のほかに、イメージ獲得も、光センサなどのセンサの追加によって可能である。イメ
ージを獲得するために、スキャニング光ファイバの端から投影される光は、目標区域から
反射され、後方散乱された光が、センサを用いて時系列で取り込まれ、測定される。ファ
イバの動きは、予測可能であり反復可能なので、センサで測定される反射光輝度を、光フ
ァイバの位置と順次相関させることができ、２次元イメージを、一時に１「ピクセル」ず
つ作成することができる。参照を簡単にするために、用語「スキャニング・ビーム・シス
テム」と「スキャニング・ファイバ・システム」は、イメージ表示および／またはイメー
ジ獲得に使用されるシステムを包括的に含めるのに使用される。
【０００７】
　伝統的なスキャニング・ビーム・デバイスと比較して、スキャニング・ファイバ・テク
ノロジは、多数の利点を提供する。光ファイバ・スキャナの小さい質量は、ビデオ・レー
ト、通常は約１ｋＨｚと約５０ｋＨｚとの間、好ましくは約５ｋＨｚと約２５ｋＨｚとの
間での大きいスキャン角度を可能にする。光ファイバ・スキャナは、より小さい「フット
プリント」も有し、より少ないスペースを占め、小さい（＜１ｍｍ）直径の円筒形内視鏡
またはカテーテル・ハウジング内に便利にパッケージングすることができる。
【０００８】
　イメージ獲得に使用される時に、ファイバ・スキャナは、医療内視鏡検査法や他のリモ
ート・イメージング法の領域での多数の応用例を有し、ここで、ミリメートルのパッケー
ジ直径サイズが、伝統的な方法によって以前に手を付けられなかった領域への探査を可能
にする。本願の所有者が所有する米国特許第６，５６３，１０５　Ｂ２号、米国特許第６
，２９４，７７５　Ｂ１号、米国特許出願２００１／００５５４６２　Ａ１号、米国特許
出願２００２／００６４３４１　Ａ１号（すべてＳｅｉｂｅｌ）に、いくつかの有用なイ
メージ獲得システムが記載されており、これらの開示全体が、参照によって本明細書に組
み込まれている。
【０００９】
　本発明の商業スキャニング・ビーム・システムが、ベース・ステーションとスキャニン
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グ・ビーム・デバイスとを含むことが企図されている。本発明のシステムの１つの特定の
用途は、スキャニング・ビーム・デバイスが、体内管腔、体腔、および／または中空器官
の内部を結像するのに使用できる柔軟な内視鏡の形である、最小限に侵襲性の医療処置で
ある。諒解できるとおり、異なる体内管腔または異なるイメージング手順について、異な
るサイズ、視野、解像度、カラー能力、または類似物など、異なるプロパティを有する異
なるデバイスを使用することが望ましい場合がある。しかし、デバイスのそれぞれの特性
の相違は、一般に、そのデバイスを正しく操作し、そのデバイスの能力を利用できるよう
になるために、異なる制御ルーチンを必要とする。具体的に言うと、デバイスは、しばし
ば、異なる共振周波数を有し、ベース・ステーションは、特定のファイバの共振周波数と
一致するように駆動信号を変更する必要がある。
【００１０】
　重要なことに、２つの同一モデルのスキャニング・ビーム・デバイスがベース・ステー
ションと共に使用される場合であっても、製造公差のゆえに、しばしば、この２つの同一
モデルのデバイスが、それでも、その共振周波数またはデバイスの動作に影響する他のパ
ラメータの相違を有する。その結果、異なるスキャニング・ビーム・デバイスと共に単一
のベース・ステーションを使用できるようになるために、使用の前に各すべてのデバイス
の動作パラメータを判定し、その結果、ベース・ステーションが、デバイスのパラメータ
と一致するようにその制御ルーチンを再構成できるようにすることが必要である。そのよ
うなパラメトリック・データがなければ、ベース・ステーションが、異なるスキャニング
・ビーム・デバイスを正しく操作できないことがある。各デバイスのパラメータを判定す
ることも可能であるが、そのような較正は、時間がかかり、セットアップ手順を長くする
。いくつかの場合に、デバイスの関連パラメータのすべてを判定することができない場合
すらある。デバイスの異なるモデルが、ベース・ステーションと共に使用するために開発
され、これらのデバイスのそれぞれが、他のモデルと異なる特性を有する時に、ベース・
ステーションがデバイスの異なる能力を利用できるようにするためにベース・ステーショ
ンを再構成することに伴う時間が、増え、スキャニング手順の時間をかなり増やす。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記に鑑みて、改善されたベース・ステーション、デバイス、システム、方法を実現す
ることが望ましいはずである。異なるデバイスと共に使用するためにベース・ステーショ
ンを再構成することに関連する減らされたセット・アップ時間と減らされた計算回数を有
するユニバーサル・ベース・ステーションを実現することが、より望ましいはずである。
機能強化されたすばやい構成方法が、患者に対する改善された安全とイメージ構築の信頼
性をもたらすならば、特に望ましいはずである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、全般的に、スキャニング・ビーム・デバイスのパラメトリック・データをベ
ース・ステーションのコントローラに供給するメモリ構造（不揮発性メモリなど）を組み
込んだスキャニング・ベース・システムとスキャニング・ビーム・デバイスに関する。こ
のメモリは、コントローラが、接続されたデバイスのパラメトリック・データと一致する
ように制御ルーチン（たとえば、スキャン・パターン）を構成し、ベース・ステーション
の表示プロパティを変更し、ベース・ステーション上のオペレータ・コントロールを変更
し、使用プロファイルを変更し、または類似のことを行うことを可能にする、デバイスの
識別および／またはパラメトリック・データを供給することができる。このメモリからの
データによって、ベース・ステーションが、デバイスを正しく操作し、デバイスの能力を
利用することができる。
【００１３】
　このメモリは、通常、フラッシュ・メモリ、ＥＥＰＲＯＭ、不揮発性ＲＡＭ、フラッシ
ュＥＰＲＯＭ、バッテリ・バック・アップＳＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＲＯＭ、そ
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の他の類似の不揮発性メモリである。このメモリは、ベース・ステーションとインターフ
ェースするコネクタ部材上、デバイスのハウジング上またはその中、あるいはデバイスの
任意の他の場所に取り付けることができる。
【００１４】
　本発明のスキャニング・ビーム・システムは、イメージ獲得および／またはイメージ表
示に使用することができる。本発明のシステムには、ベース・ステーションと、１つまた
は複数のスキャニング・ビーム・デバイスとが含まれる。スキャニング・ビーム・デバイ
スが、イメージ獲得に使用される場合に、このデバイスに、目標区域から後方散乱された
光を取り込む少なくとも１つの検出器を含めることができる。
【００１５】
　このデバイスには、その両端の間で光などの電磁エネルギを伝える光ファイバなどの導
波管が含まれる。下で示す議論のほとんどでは、光ファイバが、好ましい種類の導波路で
あるが、本発明が、決して光ファイバに限定されず、可視光を伝えることだけに限定され
ないことが意図されている。一実施態様で、このデバイスは、光ファイバの遠位端から光
を向けて、目標区域上に照明スポットを形成する。圧電アセンブリまたは他の電気機械ア
センブリが、駆動信号によって駆動されて、光ファイバをスキャンし、その結果、照明ス
ポットが、目標区域上で所望のスキャン・パターンでスキャンされる。目標区域から反射
された光が、検出器によって集められ、その光または光信号が、ベース・ステーションに
ルーティングされる。照明スポットの位置は、駆動信号によってスキャン・パターン中に
正確に制御されるので、コントローラは、実質的に、取り込まれる光（たとえば、照明ス
ポット）をスキャン・パターン内の特定の時点に同期化することができる。次に、既知の
スキャン・パターンとスキャン・パターンのタイミングとを使用することによって、ベー
ス・ステーションのコントローラは、取り込まれた光を再構築されるイメージの特定の部
分または「ピクセル」にタイム・プレース(time place)することができる。スキャン・パ
ターンの時間内のすべての瞬間について目標区域上の照明スポットの位置を知ることによ
って、イメージを、一時に１ピクセルずつ構築することができる。
【００１６】
　光ファイバを、任意の周波数でスキャンすることができるが、ほとんどの実施態様では
、駆動信号は、通常、共振周波数からＱ係数以内にあり、好ましくは、光ファイバの共振
周波数である。共振周波数でスキャンすることによって、最小量のエネルギによる光ファ
イバの所望の半径方向変位がもたらされる。諒解できるとおり、Ｑ係数の外部の他のスキ
ャン周波数を使用することもできるが、光ファイバの所望の半径方向変位を達成するため
に、より大量のエネルギが必要になる。
【００１７】
　一態様で、本発明は、スキャニング・ビーム・デバイスを操作する方法を提供する。こ
の方法は、コネクタ部材と通信するメモリを含むスキャニング・ビーム・デバイスを用意
することを含む。メモリとベース・ステーションのコントローラとの間のデータ経路を作
成するために、コネクタ部材は、ベース・ステーション上のインターフェースに結合され
る。データが、スキャニング・ファイバ・デバイスのメモリから読み取られる。制御ルー
チンが、スキャニング・ビーム・デバイスとベース・ステーションを操作するために、メ
モリから読み取られたデータに少なくとも部分的に基づいて生成される。スキャニング・
ビーム・デバイスは、メモリからのデータに基づいて生成された制御ルーチンを用いて制
御される。
【００１８】
　１つの構成で、メモリ内のデータは、一意識別子などの互換性データを含む。一意識別
子は、一意の通し番号、モデル番号などとすることができる。一意識別子に関連するパラ
メトリック・データを、ベース・ステーションのメモリまたはスキャニング・ビーム・デ
バイスのメモリに保管することができる。パラメトリック・データを使用して、デバイス
の制御ルーチンを生成することができる。
【００１９】
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　パラメトリック・データに、デバイスの共振周波数を含めることができる。共振周波数
データは、コントローラによって、その共振周波数に対応する制御ルーチンを生成するの
に使用される。他の実施態様では、パラメトリック・データに、共振周波数範囲が含まれ
る。共振周波数範囲は、コントローラが光ファイバの共振周波数を検索する制限付きの検
索範囲を与える。コントローラは、共振周波数範囲をスキャンして、ファイバの共振周波
数を判定することができ、その後、スキャニング・ファイバ・デバイスを、実質的にその
共振周波数でスキャンすることができる。
【００２０】
　本出願人は、デバイスの共振周波数が環境条件に伴って変化する場合があることを見つ
けた。したがって、メモリに、任意選択として、環境条件（たとえば、温度）に対応する
異なるパラメトリック・データ・セット（たとえば、再マッピング・テーブル、共振周波
数、および／または共振周波数範囲など）を保管することができる。そのような実施態様
では、ベース・ステーションまたはスキャニング・ビーム・デバイスが、環境条件を測定
するセンサ（たとえば、温度センサ）を有することができ、あるいは、ユーザに、セット
アップ手順中に、関連する環境条件情報を入力するように促すことができる。測定された
／入力された環境条件に応じて、ベース・ステーションは、スキャニング・ビーム・デバ
イスを制御するのにメモリ上の適当なパラメトリック・データ・セットを使用するように
構成される。
【００２１】
　パラメトリック・データには、スキャンニング・ビーム・デバイスの駆動アセンブリの
最大駆動電圧、満了日または製造日、スキャニング・ビーム・デバイスのズーム能力また
はフォーカス能力、イメージ再マッピング・アルゴリズムまたはルック・アップ・テーブ
ル、カラー能力、センサ構成、または類似物をも含めることができるが、これらに限定は
されない。
【００２２】
　もう１つの態様で、本発明は、スキャニング要素に結合された駆動アセンブリを含むス
キャニング・ビーム・デバイスを提供する。このデバイスは、データを有するメモリを含
む。コネクタ部材が、メモリと通信し、このコネクタ部材は、スキャニング・ファイバ・
デバイスをベース・ステーション内のインターフェースに解放可能に結合し、ベース・ス
テーション内のインターフェースへのコネクタ部材の結合は、メモリからベース・ステー
ションのコントローラへのデータ経路を作成する。スキャニング・ファイバ・デバイスの
動作は、メモリからコントローラに送られるデータに少なくとも部分的に基づく制御ルー
チンを用いて実行される。
【００２３】
　１つの例示的実施態様で、スキャニング要素は、近位端と遠位端を含む光ファイバであ
り、駆動アセンブリは、所望のスキャン・パターンで光ファイバの遠位端をスキャンする
ように構成される。メモリから送られるデータには、通常、互換性データと識別データ（
通し番号、モデル番号、または類似物など）のうちの少なくとも１つが含まれる。識別デ
ータを、データベース内のルック・アップ・テーブルに関連付けることができる。このル
ック・アップ・テーブルには、デバイスの関連パラメトリック・データを含めることがで
きる。デバイスに正しい動作を行わせる制御ルーチンを生成するために、このパラメトリ
ック・データをコントローラによって使用することができる。
【００２４】
　パラメトリック・データには、共振周波数データ、共振周波数範囲、駆動アセンブリ特
性（最大電圧など）、ファイバ特性（直径、ファイバ曲げと位置制御データなど）、満了
日、製造日、イメージ訂正データ（訂正アルゴリズムまたはルック・アップ・テーブル）
、検出アセンブリ特性（カラー能力、ステレオ能力など）、または類似のものを含めるこ
とができる。
【００２５】
　もう１つの態様で、本発明は、複数の異なるスキャニング・ファイバ・デバイスを操作
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するように構成されたベース・ステーションを提供し、このベース・ステーションは、ス
キャニング・ファイバ・デバイスのコネクタ部材を解放可能に受けるように構成されたイ
ンターフェースを有するハウジングを含む。コントローラが、インターフェースと通信し
、このインターフェースを介してスキャニング・ファイバ・デバイスに電気的に結合され
るように構成される。ベース・ステーションは、コントローラと通信するメモリを含む。
このメモリは、複数のコード・モジュールを保管するように構成され、この複数のコード
・モジュールは、コントローラによって実行される時に、コントローラに、スキャニング
・ファイバ・デバイスのメモリからデータを読み取らせ、スキャンニング・ファイバ・デ
バイスを所望のスキャン周波数でスキャンするためにスキャニング・ファイバ・デバイス
の駆動アセンブリ用の制御ルーチンを生成させる。制御ルーチンが、スキャニング・ファ
イバ・デバイスのメモリから読み取られたデータに少なくとも部分的に基づいて生成され
る。
【００２６】
　ベース・ステーションは、通常、コントローラの制御の下にある１つまたは複数のタイ
プの電源を含む。コントローラと電源は、駆動信号を駆動アセンブリに送って、このデバ
イスをスキャンする。電源は、インターフェースを介してスキャニング・ファイバ・デバ
イスのメモリに電力を送るのにも使用することができる。コネクタ部材とスキャニング・
ファイバ・デバイスのメモリを介して送られる電力は、ベース・ステーションのコントロ
ーラとスキャニング・ファイバ・デバイスのメモリとの間のデータ経路を作成する。
【００２７】
　ベース・ステーションに、さらに、１つまたは複数の照明源を含めることができる。照
明源は、インターフェースを介してスキャニング・ファイバ・デバイスに光を送るように
構成される。光源には、レーザー源、可視光源、ＵＶ源、ＲＧＢ源、および／またはＩＲ
源を含めることができる。
【００２８】
　もう１つの態様で、本発明は、光源を含み、かつコントローラに結合されたメモリを含
むベース・ステーションを含むスキャニング・ビーム・システムを提供する。このシステ
ムは、スキャニング・ファイバ・デバイスなどの少なくとも１つのスキャニング・ビーム
・デバイスをも含む。各スキャニング・ファイバ・デバイスは、近位端と遠位端を含むス
キャニング・ファイバと、スキャニング・ファイバの遠位端のスキャニングを制御するた
めにファイバに結合された駆動アセンブリと、スキャニング・ファイバ・デバイスをベー
ス・ステーション内のインターフェースに結合するコネクタ部材と、コネクタ部材と通信
するメモリとを含む。スキャンニング・ファイバ・デバイスのうちの１つからベース・ス
テーション内のインターフェースへのコネクタ部材の結合は、スキャニング・ファイバ・
デバイスのメモリからベース・ステーションのコントローラへのデータ経路と、光源とス
キャニング・ファイバとの間の光学経路とを作成する。ベース・ステーションのコントロ
ーラは、スキャニング・ファイバ・デバイスのメモリからデータを読み取り、スキャンニ
ング・ファイバ・デバイスを所望のスキャン周波数でスキャンするためにスキャニング・
ファイバ・デバイスの駆動アセンブリを駆動するために制御ルーチンを開始するように構
成され、制御ルーチンは、スキャニング・ファイバ・デバイスのメモリから読み取られた
データに少なくとも部分的に基づいて生成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明の他の態様、目的、および利点は、次の詳細な説明から明白になる。
【００３０】
　本発明のスキャニング・ビーム・システムには、一般に、スキャニング・ビーム・デバ
イスと、そのスキャニング・ビーム・デバイスを制御するベース・ステーションとが含ま
れる。本発明のスキャニング・ビーム・デバイスは、さまざまな形をとることができるが
、通常は、堅いまたは柔軟な内視鏡、カテーテル、ファイバスコープ、顕微鏡、ボロスコ
ープ、バー・コード・リーダー、イメージ・ディスプレイ、またはイメージを生成するか
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目標区域のイメージを獲得する他のデバイスの形である。本発明のスキャニング・ビーム
・デバイスは、使用を限定されたデバイス（たとえば、使い捨てデバイス）または複数回
使用デバイスとすることができる。デバイスが、医療用である場合に、スキャニング・ビ
ーム・デバイスは、一般に、滅菌であり、滅菌可能であるまたは使用のための密封パッケ
ージで供給されるのいずれかである。
【００３１】
　本発明のスキャニング・ビーム・デバイスには、光のビームを目標区域にスキャンする
スキャニング要素が含まれる。このスキャニング要素には、好ましくは、単一の片持ちに
された光ファイバが含まれるが、他の実施形態では、このスキャニング要素が、微小電気
機械システム（ＭＥＭＳ）などのミラー、検流計、ポリゴン、互いに関して相対的に移動
される複数の光学要素、または類似のものの形をとることができる。残りの議論は、身体
内の目標部位のイメージを獲得するのに使用される柔軟なスキャニング・ファイバ内視鏡
に焦点を合わせるが、本発明が、他の前述のデバイスをも含むことを諒解されたい。
【００３２】
　図１に、本発明に含まれるスキャニング・ビーム・システム１０を概略的に示す。スキ
ャニング・ビーム・システム１０には、ベース・ステーション１２とスキャニング・ビー
ム・デバイス１４が含まれる。スキャニング・ビーム・デバイス１４には、ベース・ステ
ーション上の入力インターフェース１８と嵌合するように構成されたコネクタ部材１６が
含まれる。入力インターフェース１８へのコネクタ部材１６の結合によって、ベース・ス
テーション１２の要素とスキャニング・ビーム・デバイス１４の対応する要素との間の電
力経路、駆動経路、検出器経路、照明経路、および／またはデータ通信経路が作成される
。ベース・ステーション１２上の入力インターフェース１８は、異なる特性を有する複数
の異なる互換のスキャニング・ビーム・デバイス１４を受け、操作するように構成するこ
とができる。スキャニング・ビーム・デバイスの異なるモデルを利用できることは、オペ
レータに、イメージ獲得であれイメージ表示であれ、特定の手順の必要を最もよく満足す
るデバイスを使用する能力を与える。
【００３３】
　本発明のベース・ステーション１２には、通常、コントローラ２０が含まれ、このコン
トローラ２０は、スキャニング・ビーム・デバイス１４の作動やイメージの生成を制御で
きるゲート・アレイ（図示せず）を含めることができる、１つもしくは複数のマイクロプ
ロセッサおよび／または１つもしくは複数の専用エレクトロニクス回路を有する。コント
ローラ２０には、スキャナ駆動エレクトロニクス、検出器増幅器、Ａ／Ｄコンバータ（図
示せず）も含めることができる。コントローラ２０内のプロセッサは、メモリ２４に保管
されたソフトウェア・モジュールから命令を受け取ることができる。当業者が諒解するよ
うに、本発明の方法は、ソフトウェア・モジュールによっておよび／またはコントローラ
内のエレクトロニクス・ハードウェアによって実行することができる。
【００３４】
　コントローラ２０は、通信バス（図示せず）を介して、ベース・ステーション１２内の
複数の要素と通信する。図１の単純化された構成では、通信バスは、コントローラ２０、
電源２２、メモリ２４、ユーザ・インターフェース２６、光源２８、１つまたは複数のデ
ィスプレイ３０、較正チャンバ３３内の感光性位置センサ３１の間の電気通信を可能にす
る。任意選択として、スキャニング・ビーム・デバイス１４に検出アセンブリが含まれる
場合に、ベース・ステーション１２に、別々のイメージ・ストレージ・デバイス３２を含
めることができる。代替実施形態では、イメージ・ストレージ・デバイス３２を、単純に
メモリ２４内の１モジュールとすることができる。諒解できるとおり、本発明のベース・
ステーション１２は、変化させることができ、より少数またはより多数のモジュールを含
めることができる。参照を簡単にするために、ベース・ステーションの他の普通の要素、
たとえば、増幅器、Ｄ／Ａコンバータ、Ａ／Ｄコンバータ、類似のものは、図示されてい
ないが、当業者は、本発明のコントローラにそのような要素を含めることができることを
認めるであろう。
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【００３５】
　光源２８は、光の連続ストリーム、変調された光、または光パルスのストリームを発す
るように構成される。ベース・ステーション１２に、異なる照明能力を有する異なるスキ
ャニング・ビーム・デバイスを操作できるようにするために、複数の異なる光源２８を含
めることができる。光源２８には、赤光源、青光源、緑光源（本明細書では集合的に「Ｒ
ＧＢ光源」と称する）、ＩＲ光源、ＵＶ光源、および／または高輝度レーザー源（通常は
治療スキャニング・ビーム・デバイス用）のうちの１つまたは複数を含めることができる
。光源２８自体は、第１モード（たとえば、連続ストリーム）と第２モード（たとえば、
光パルスのストリーム）との間で切替可能になるように構成することができる。コントロ
ーラ２０によって利用可とされる光源２８は、接続されたスキャニング・ビーム・デバイ
ス１４の能力とメモリ２４または７６に保管された制御ルーチンの能力に依存する。参照
を簡単にするために、光源内の他の普通の要素は、図示されていない。たとえば、ＲＧＢ
光源が使用される場合に、光源に、光が導波路３８に入る前に異なる周波数の光を組み合
わせるコンバイナを含めることができる。
【００３６】
　メモリ２４は、ベース・ステーションと、そのベース・ステーション１２に互換性のあ
るさまざまなスキャニング・ファイバ・デバイス１４とを操作するソフトウェア・モジュ
ールやアルゴリズムを保管するのに使用される。スキャニング・ビーム・デバイス１４を
制御するのにコントローラ２０によって使用されるソフトウェアは、通常、接続されたデ
バイスの動作パラメータ（たとえば、共振周波数、電圧限度、ズーム能力、カラー能力な
ど）と一致するように構成可能である。上で注記したように、メモリ２４は、スキャニン
グ・ビーム・デバイスの検出器４４から受け取られたイメージ・データを保管するのにも
使用することができる。
【００３７】
　ユーザ・インターフェース２６には、ベース・ステーションとスキャニング・ビーム・
デバイス１４のオペレータ・コントロールが含まれる。ユーザ・インターフェース２６に
は、キーボード、ボタン、スイッチ、ジョイスティック、マウス、タッチスクリーン、そ
の他の類似のものを含めることができる。ユーザ・インターフェース２６は、ベース・ス
テーション１２に結合されたスキャニング・ビーム・デバイスの能力に合わせるためにコ
ントローラ２０によって構成可能とすることができる。
【００３８】
　本発明のスキャニング・ビーム・デバイス１４には、通常、光のビームを目標区域３６
上でスキャンするスキャニング要素３４が含まれる。導波路３８は、照明を光源２８から
スキャニング要素３４に送る。駆動アセンブリ４０は、スキャニング要素３４に結合され
、コントローラ２０から受け取られた駆動信号に従ってスキャニング要素３４をスキャン
するように適合される。駆動アセンブリ４０は、通常、スキャニング要素３４をその共振
周波数でまたはその近くで１次元または２次元で（たとえば、通常は、共振周波数からＱ
係数以内で、図１Ａを参照されたい）駆動させる。諒解できるとおり、スキャニング要素
３４は、実質的に共振周波数で駆動される必要はないが、スキャニング要素がその共振周
波数でスキャンされない場合には、より大量のエネルギが、スキャンに関する所望の角変
位をもたらすのに必要である。
【００３９】
　図２に示されているように、駆動アセンブリ４０によって駆動される時に、スキャニン
グ要素３４は、照明のビーム４１をスキャンさせ、目標区域３６上にスポットを形成する
（この「スポット」を、本明細書では「照明スポット４２」と称する）。スキャンされた
照明スポット４２を使用して、目標区域３６上にイメージを作成することができ、あるい
は、目標区域３６から反射された、スキャンされた照明スポット４２からの光を、検出ア
センブリ４４によって取り込むことができ、この集められた光を使用して、目標区域３６
のリアル・タイム・イメージを生成することができる。
【００４０】
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　図２、３に示されているように、好ましい実施形態では、スキャニング要素３４は、片
持ちにされた光ファイバの形である。本発明の光ファイバ５０は、所望の寸法と断面形状
を有する。光ファイバ５０は、デバイスの所望の特性に応じて、対称断面プロファイルま
たは非対称断面プロファイルを有することができる。丸い断面を有する光ファイバ５０は
、すべての２つの直交軸に関して実質的に同一の共振特性を有するが、非対称断面（たと
えば、楕円）を有する光ファイバは、主軸と副軸に関して異なる共振周波数を有する。そ
れに加えてまたはその代わりに、光ファイバ５０を先細りにすることができる。この先細
りは、線形または非線形とすることができる。諒解できるとおり、先細りのタイプは、光
ファイバの軸に関する異なるスキャニング・パラメータを達成する。
【００４１】
　光ファイバ５０には、近位部分５２と、遠位チップ５６を含む遠位部分５４とが含まれ
る。光源２８からの光は、ほとんどの実施形態で光ファイバの近位部分５２である導波路
３８に入り、遠位チップ５６から出る。光ファイバ５０は、通常は、片持ちにされるため
に、光ファイバの少なくとも１つの点に沿って固定される。遠位部分５４は、スキャニン
グ要素として働くために、自由に偏向することができる。光ファイバの遠位部分５４の偏
向を達成するために、光ファイバ５０は、駆動アセンブリ４０に結合される。１つの好ま
しい実施形態では、駆動アセンブリは、光ファイバを２次元で偏向させることができる圧
電アセンブリである。好ましいドライブ・アセンブリは、圧電アセンブリであるが、代替
実施形態では、駆動アセンブリ４０に、永久磁石、電磁石、静電気駆動機構、音波駆動機
構、電気機械駆動機構、または類似のものを含めることができる。
【００４２】
　コントローラ２０からの駆動信号は、駆動アセンブリ４０に電力を送る。駆動信号の電
流と電圧は、圧電駆動アセンブリに、光ファイバ５０の遠位チップ５６を少なくとも１つ
の次元（好ましくは２次元）で所望のスキャン・パターンで偏向させる。さまざまな異な
るスキャン・パターンを、駆動信号によって実施することができる。本発明に含まれる１
つの好ましい２Ｄスキャン・パターンは、螺旋スキャン・パターンである。この螺旋スキ
ャン・パターンは、振幅変調される水平正弦波振動駆動信号と垂直正弦波駆動信号とを同
期化することによって作成される。通常、水平駆動信号と垂直駆動信号は、それらの間の
９０°位相シフトを伴って駆動される。諒解できるとおり、この螺旋スキャン・パターン
は、スキャン・パターンの１つの例にすぎず、回転プロペラ・スキャン・パターン、ラス
タ・スキャン・パターン、直線パターン、その他の類似のものなどの他のスキャン・パタ
ーンを、本発明によって使用して、目標区域上で照明スポットをスキャンすることができ
る。
【００４３】
　遠位部分５４を、さまざまな異なる周波数で駆動することができるが、光ファイバの遠
位チップ５６の偏向は、通常、実質的に、光ファイバの片持ちにされた部分５４の機械的
なまたは振動の共振周波数（または共振周波数の高調波）で実行される。諒解できるとお
り、望まれる場合に、光ファイバ５０を、非共振周波数で駆動することもできるが、通常
は共振周波数からＱ係数以内で駆動される。諒解できるとおり、光ファイバ５０と駆動ア
センブリ４０との間の接続の点や光ファイバ５０の他の物理的プロパティは、光ファイバ
５０を共振でまたはその近くで駆動するのに必要な駆動信号の周波数に影響する。したが
って、すべての製造変動は、同一モデル・タイプに関するものであっても、通常、光ファ
イバの遠位部分５４の共振周波数などの、デバイスの特性の変動を引き起こす。
【００４４】
　図３に、本発明の柔軟なファイバ・スキャニング内視鏡／カテーテル１４’の特定の実
施形態を示す。図示の実施形態では、ファイバ・スキャニング内視鏡／カテーテル・デバ
イス１４’に、スキャンニング・ビーム・デバイスの構成要素を収納する柔軟で実質的に
円筒形の本体６０が含まれる。駆動アセンブリ４０は、光ファイバ５０の一部の周囲に結
合され、１つまたは複数のカラー６１によって本体から離された、円筒形圧電圧電セラミ
ック駆動アセンブリの形である。圧電駆動アセンブリ４０は、通常、光ファイバを少なく
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とも２つの次元で共振させるように構成される。駆動アセンブリ４０は、リード６２を介
してコントローラ２０内の駆動エレクトロニクスから供給される駆動信号によって駆動さ
れる。１つの構成で、駆動アセンブリ４０には、５本のリードすなわち、＋ｘリード、－
ｘリード、＋ｙリード、－ｙリード、接地リードが含まれる。
【００４５】
　検出アセンブリ４４には、ハウジング６０内またはハウジング６０上に位置決めされた
１つまたは複数の検出器を含めることができる。検出アセンブリ４４には、リード６４を
介してコントローラ２０の検出回路またはコントローラ２０の別の部分と通信する１つま
たは複数の検出器が含まれる。検出器は、本体６０上または本体６０内のどこにでも配置
することができ、目標区域３６から反射された後方散乱された光を取り込むために光ファ
イバ５０の遠位部分５４に近接して位置決めすることができる。図示の実施形態では、検
出器は、ハウジング６０の遠位端に位置決めされる。
【００４６】
　検出アセンブリ４４に、目標区域から反射された光を受け取るさまざまな異なる検出器
タイプを含めることができる。たとえば、本体６０内の検出器アセンブリに、リード６４
を介してベース・ステーション１２に伝えられる電気信号を作る光検出器（フォトデテク
ターなど）を含めることができる。代替案では、検出アセンブリ４４に、目標区域から反
射された光をベース・ステーション１２内の光検波器に透過させる１つまたは複数のコレ
クタ・ファイバ（図示せず）を含めることができる。
【００４７】
　検出器は、光ファイバ５０に対して相対的に静止したものとすることができ、あるいは
、検出器を、光ファイバ５０の一部とすることができる。検出器応答は、コントローラを
介して駆動信号に同期化され、所与の時点に照明スポット４２に対応する目標区域３６の
小さい部分の明るさを判定するのに使用される。目標区域３６から反射された光を、検出
アセンブリ４４によって集めることができ、その光自体（コレクタ・ファイバを介して）
または集められた光に対応する電気信号（光検波器を介して）を、処理のためにコントロ
ーラ２０および／またはメモリ２４（もしくはイメージ・ストレージ・デバイス３２）に
送り返すことができる。
【００４８】
　理論的には、モノクロームすなわち白黒のイメージを生成するために後方散乱された光
を取り込むのには、単一の光検出器だけが必要である。フル・カラー・イメージを生成す
るためには、３つの光検出器を使用することになる。光検出器のそれぞれを、異なる色を
フィルタリングする（たとえば、青、緑、または赤の光透過）ように構成することができ
る。そのような検出器を、本明細書ではＲＧＢ検出器と称する。シリコン・ベースの半導
体フォトダイオード（Ｓｉ－ＰＩＮタイプなど）が、その高い感度、低いコスト、小さい
サイズ、高い速度、頑丈さのゆえに、可視光や近ＩＲ光の検出に有用である。ＩｎＧａＡ
ｓ材料フォトダイオードなどのフォトダイオードは、ＩＲ光検出を使用する本発明の実施
形態に有用である。本統合光スキャニング技法の解像度は、光検出器のサイズと個数に依
存しないので、望まれる場合に、光検出器を、信号レベルの向上と信号レベル間の弁別の
ために、光ファイバ５０の遠位端に近接する使用可能な空間のほとんどまたはすべてに配
置することができる。
【００４９】
　図３に示されているように、本発明のスキャニング・ファイバ・デバイス１４に、イメ
ージング光の焦点を合わせるために１つまたは複数のレンズ７０を含めて、よりよい解像
度と改善されたＦＯＶを実現することができる。一実施形態で、１つまたは複数のレンズ
は、ハウジングの遠位端に配置される。これらのレンズは、ハウジングに固定して結合す
ることができ、あるいは、これらのレンズは、ハウジング内で互いに関して相対的に可動
とすることができる。他の実施形態では、レンズ７０は、光ファイバの遠位端５６に結合
され、光ファイバの遠位端５６と共に移動し、方位を変更する。レンズの任意の組合せを
、本発明のデバイス内で使用して、スキャニング・ファイバ・デバイスの光学プロパティ
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をもたらすか調整することができる。たとえば、レンズを使用して、焦点面を調整する、
光を視準する、ＦＯＶを変更する、解像度を変更するなどを行うことができる。
【００５０】
　諒解できるとおり、スキャニング・ビーム・デバイス１４’のレンズの異なる組合せは
、達成可能な視野（ＦＯＶ）に影響する。しかし、本発明のスキャニング・ビーム・デバ
イス１４は、一般に、５ｋＨｚスキャン周波数で約１°と約９０°との間のＦＯＶを有す
る直線スキャン・パターンを実現することができる。円形２Ｄスキャン・パターンについ
て、本発明は、約１°と約９０°との間のＦＯＶを実現することができる。諒解できると
おり、レンズ７０のタイプ、レンズ７０の位置、光ファイバの寸法、駆動／作動アセンブ
リ、スキャニング・ファイバ・デバイスの他の動作パラメータの変動は、このデバイスの
視野と他の特性を変更する。
【００５１】
　図３に示されているように、圧電駆動アセンブリ４０からのリード６２、検出器（また
はコレクタ・ファイバの近位端）からのリード６４、導波路３８は、近位に、遠位円筒形
ハウジング６０から柔軟なケーブル７４内に延びる。リード６２、６４と導波路３８の近
位端は、ケーブル７４の近位端に配置されたコネクタ部材１６内に延びる。コネクタ部材
１６が、ベース・ステーション上のインターフェース１８と嵌合される時に、リード６２
、６４と導波路３８との適当な接続が行われて、それぞれベース・ステーション１２とス
キャニング・ビーム・デバイス１４’との間の電力経路、検出器経路、データ経路、照明
経路、他の通信経路が作成される。
【００５２】
　図２、３には示されていないが、本発明のスキャニング・ビーム・デバイス１４のハウ
ジング６０には、任意選択で、ハウジングを体内管腔を介して目標区域に進める能力を改
善するために、偏向可能遠位チップ部分を含めることができる。ハウジング６０の遠位チ
ップ部分を偏向させる機構には、遠位チップを作動させる１つまたは複数のワイヤまたは
電気的手段を含めることができる。そのような偏向機構（または偏向機構へのリード）も
、ハウジング６０、柔軟なケーブル７４を介してコネクタ部材１６まで延びることができ
る。
【００５３】
　本発明のデバイスは、デバイスによって変化する複数の異なる特性を有する。特定の手
順に使用されるデバイスのタイプは、通常、イメージング手順の要件に依存する。たとえ
ば、より小さい体内管腔には、より小さいハウジングとケーブルが必要になる。したがっ
て、検出器、レンズ、ハウジングのサイズ、個数、タイプ、さらには最大偏向が、より大
きいスキャニング・ビーム・デバイスと異なる可能性が高い。異なるスキャニング・ビー
ム・デバイス１４の能力と構成要素の相違は、特定のデバイス１４について、駆動信号の
生成、イメージの構築などを行う異なる制御ルーチンを必要とする。正しい制御ルーチン
が、選択されたカンニング・ビーム・デバイス１４に使用されない場合に、ベース・ステ
ーションは、そのスキャニング・ファイバ・デバイス１４を正しく操作することができず
、スキャニング・ファイバ・デバイスのすべての能力を使用できない場合がある。
【００５４】
　ベース・ステーション１２とスキャニング・ファイバ・デバイス１４を正しく操作する
能力を与えるために、不揮発性メモリなどのメモリ７６を、本発明の異なるスキャニング
・ビーム・デバイス１４のそれぞれに組み込むことができる。メモリ７６は、さまざまな
形をとることができるが、通常は不揮発性メモリである。不揮発性メモリには、フラッシ
ュ・メモリ、ＥＥＰＲＯＭ、不揮発性ＲＡＭ、バッテリ・バックアップＲＡＭ、磁気デー
タ・ストレージ、ＥＰＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＲＯＭ、または類似のものが含まれるが、これ
らに限定はされない。
【００５５】
　不揮発性メモリ７６は、スキャニング・ファイバ・デバイス１４のどこにでも配置する
ことができる。たとえば、図３に示されているように、メモリ７６を、コネクタ部材に組
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み込むことができる。代替案では、このメモリを、ハウジング６０の一部に、またはケー
ブル７４の任意の部分に組み込むことができる。
【００５６】
　インターフェース１８とのコネクタ部材１６の接続の際に、電源２２からの電力が、コ
ントローラ２０と不揮発性メモリ７６との間のデータ経路を作成するために、メモリ７６
にエネルギを与える。諒解できるとおり、インターフェース１８とのコネクタ部材１６の
接続は、下で説明するように、他の接続も作成する。
【００５７】
　ベース・ステーション１２の構成に応じて、メモリ７６に、さまざまな異なるデータを
含めることができる。たとえば、最も単純な実施形態では、一意識別子をメモリ７６に保
管することができる。一意識別子は、ルック・アップ・テーブルからのデータの一部分を
参照することができ、ルック・アップ・テーブルのデータのその部分には、スキャニング
・ファイバ・デバイスの関連パラメトリック・データが含まれる。一意識別子は、任意の
識別する要素とすることができるが、通常は、デバイスの一意の通し番号である。ベース
・ステーションへのデバイス１４の接続時に、メモリ７６から一意識別子を読み取るよう
に、コントローラ２０をプログラムすることができる。まず、コントローラは、メモリ７
６からの一意識別子を識別子のデータベースと比較して、その識別子が許容可能であり、
ベース・ステーションと互換であるかどうかを判定する。一意識別子がルック・アップ・
テーブル内で見つかる場合には、その後、ルック・アップ・テーブルまたはデータベース
にアクセスし、そこからパラメトリック・データを読み取って、デバイス１４の制御ルー
チンを生成し、構成するように、コントローラ２０をプログラムすることができる。
【００５８】
　一意識別子（および一意識別子に関連する関連する動作パラメータ）のデータベースは
、メモリ７６またはメモリ２４にローカルに保管することができ、あるいは、リモート・
サーバに保管することができる。ベース・ステーション１２は、ネットワーク接続（図示
せず）を有することができ、その結果、コントローラ２０が、ローカル・エリア・ネット
ワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、またはインターネットなどのネットワ
ークを介してこのデータベースにアクセスできるようになる。メモリ２４に一意識別子の
データベースが含まれる場合であっても、ネットワーク接続を使用して、メモリ２４に保
管されたデータベースを更新することができる。有利なことに、新しいデバイスが製造さ
れる時に、製造業者は、新しいデバイス識別子および関連するパラメトリック・データを
含むように、このデータベースを更新することができる。
【００５９】
　一意識別子に加えてまたは一意識別子の代替案として、デバイスのパラメトリック・デ
ータをメモリ７６に含めることができる。デバイスが互換であると判定される時に、コン
トローラは、メモリ７６上のパラメトリック・データを使用して制御ルーチンを生成する
か再構成することができる。ベース・ステーションへのデバイス１４の接続時にメモリ７
６からパラメトリック・データをダウンロードし、そのパラメトリック・データをメモリ
２４に一時的に（または永久的に）保管するように、コントローラ２０をプログラムする
ことができる。このパラメトリック・データを、アルゴリズムに入力することができ、デ
バイス１４の制御ルーチンを、コントローラ２０によって生成することができる。
【００６０】
　メモリ７６または２４でパラメトリック・データを供給することは、複数の利点を有す
る。第１に、すべてのパラメトリック・データをメモリに保管させることによって、製造
公差を緩和することができる。特定のモデルのすべてのデバイスが特定の特性（たとえば
、共振周波数）と一致することを要求するのではなく、本発明のデバイスを、ゆるめられ
た公差を使用して製造することができる。特性が所定の判断基準に一致するか否かを判定
するために、製造されたデバイスをテストする（および、潜在的に、デバイスがその判断
基準を満足するまでデバイスを再製造する）のではなく、デバイスをテストして、共振周
波数を判定することができ、デバイス固有データをメモリ７６に保管することができる。
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その後、コントローラは、このデバイス固有データを使用して、デバイスの共振周波数と
実質的に一致する制御ルーチンを生成することができる。第２に、デバイス１４内にメモ
リ７６を有することは、各イメージング手順を実行する前のセットアップ時間を減らす。
というのは、スキャニング・ファイバ・デバイスの特定のパラメータに、ベース・ステー
ション１２のコントローラ２０によって自動的にアクセスできるからである。時間のかか
るフル較正セットアップ・ルーチンを実行してデバイスのパラメータと能力を判定するの
ではなく、より短い較正ルーチンを実行することができ、これによって、手順の全体的な
時間が減る。
【００６１】
　もう１つの代替案として、パラメトリック・データを含めるのではなく、メモリ７６に
、デバイス１４を操作する実際の制御ルーチン（たとえば、駆動信号、スキャン・パター
ンなど）を含めることができる。製造中に、デバイスのパラメトリック・データをアルゴ
リズムに入力して、制御ルーチンを生成することができる。その後、その制御ルーチンを
、メモリ７６に保管することができ、その制御ルーチンは、ベース・ステーション１２に
接続された時にコントローラ２０によってアクセスされる。望まれる場合に、複数の制御
ルーチンをメモリ７６に保管することができる。異なる制御ルーチンのそれぞれは、特定
の環境条件など、特定の情況に対応するはずである。
【００６２】
　メモリ７６内のパラメトリック・データのタイプは、ベース・ステーションとデバイス
の能力に依存して変化するが、以下は、このメモリに置き、デバイスの制御ルーチンを生
成するためにコントローラによって使用できるパラメトリック・データの非限定的なリス
トである：通し番号、モデル・タイプ、製造日、満了日、駆動アセンブリ特性（たとえば
、駆動アセンブリのタイプ、電流限度、電圧限度など）、検出アセンブリ特性（たとえば
、検出器のタイプ、検出器の個数、ステレオ能力、カラー能力、検出器応答）、光ファイ
バ特性（たとえば、材料、直径、長さ、リアル・タイム制御用のパラメトリック・データ
）、デバイスの共振周波数、デバイスの共振周波数範囲、ハウジング特性（たとえば、偏
向可能遠位チップ、直径、長さ、柔軟性など）、イメージング特性（たとえば、レンズ・
パラメータ、レンズの個数、レンズのタイプ、フォーカス能力、ズーム能力）、イメージ
訂正（たとえば、歪み訂正、カラー訂正など）、解像度、ディスプレイ・セットアップ情
報、治療能力、余分なチャネル、曲げパラメータ、その他の類似のもの。
【００６３】
　上にリストされたデータの一部が、コントローラによってどのように利用されるかのい
くつかの例を、これから説明する。データの任意の組合せをメモリ７６に保管することが
でき、本明細書で説明するパラメトリック・データまたは制御ルーチンのすべての組合せ
が、本発明に含まれることを諒解されたい。
【００６４】
　１つの構成で、ベース・ステーション１２内にオペレータ・コントロールを構成するた
めに、メモリ７６上のデータを使用することができる。このデータは、スキャニング・ビ
ーム・デバイスの能力を示すことができ、ユーザ・インターフェース２６上のさまざまな
オペレータ・コントロールを使用不能するか使用可能にする。
【００６５】
　もう１つの構成では、メモリ７６に保管されるパラメトリック・データに、光ファイバ
５０の共振周波数を含めることができる。コントローラ２０は、この共振周波数情報を読
み取り、それに従って、この共振周波数と一致するように駆動信号と制御ルーチンを再構
成することができる。
【００６６】
　他の構成では、メモリ７６に保管されたパラメトリック・データを使用して、光ファイ
バ５０の共振周波数を判定するための検索範囲を確立することができる。共振周波数は、
温度、製造日からの時間などに伴って変化し得るので、メモリ７６に、検索の範囲、たと
えばＸｋＨｚ±ＹｋＨｚを保管することが望ましいであろう。その結果、デバイス１４を
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ベース・ステーション１２に接続した後に、制御モジュール２０は、デバイスの共振周波
数を判定するのに、周波数ＸｋＨｚ±ＹｋＨｚ内でそのデバイスを較正するだけになる。
周波数の範囲全体を検索するのではなく、較正は、限られた範囲を検索する。その結果、
セットアップ時間と較正のステップ数が減る。
【００６７】
　メモリ７６を使用して、デバイス１４の使用を追跡し、制限することができる。メモリ
７６は、使い捨てデバイスと再利用可能デバイスとの両方に有用である。１つの構成で、
メモリ７６に、製造日および／または満了日を含めることができる。コントローラ２０は
、その製造日および／または満了日を読み取ることができ、製造日から所定の長さの時間
が経過している場合、または満了日を過ぎている場合には、コントローラがそのデバイス
を使用できなくすることができる。
【００６８】
　それに加えてまたはその代わりに、メモリ７６に、デバイスに関する使用限度を含める
ことができる。使用限度には、デバイスを使用できる時間の最大の長さ、デバイスをベー
ス・ステーションに結合できる最大の回数、手順の最大回数、または類似のものを含める
ことができる。そのような実施形態では、コントローラ２０は、メモリ７６の使用中およ
び／または使用後にメモリ７６に書き込むことができる。たとえば、デバイスの使用歴を
メモリ７６に書き込んで、使用の日付、使用の時刻、デバイスがベース・ステーションに
結合された回数、または類似のものを含めることができる。使い捨てデバイスについて、
コントローラは、最初の使用の後に、その使い捨てデバイスの後続使用を妨げるはずのデ
ータをメモリ７６に書き込むことができる。ベース・ステーションへのデバイス１４の再
結合の際に、コントローラは、メモリ７６上の使用歴を使用限度と比較する。使用歴が使
用限度と一致するかこれを超える場合に、コントローラは、そのデバイス１４を用いて後
続手順が実行されないようにする。
【００６９】
　メモリ７６に使用データを書き込むことに加えて、コントローラ２０は、目標区域のイ
メージング中またはその後に、メモリ７６に追加データを書き込むことができる。たとえ
ば、メモリ７６に書き込まれるデータに、デバイスがどれほど長く使用されたか、デバイ
スのパフォーマンスの質、イメージ構築用の変更されたルック・アップ・テーブル、また
は類似のもの、デバイスについて計算された共振周波数、または類似のものを含めること
ができる。その後、メモリ７６へのデータの書込は、そのデバイスを用いる後の手順に使
用することができる。代替案では、メモリ７６に書き込まれたデータを使用して、後の使
用におけるデバイスの使用の効率を改善することができる。たとえば、デバイスのパフォ
ーマンスの質が悪い場合に、デバイスが較正チャンバ３３内でテストされ、再較正される
まで、コントローラがそのデバイスをもう一度使用するのを防ぐことができる。
【００７０】
　図４に、本発明のシステム１０によって実行できる構成ルーチンの１つの例を示す。諒
解できるとおり、図示のルーチンは、単に例であり、より少数またはより多数のステップ
を含む他の構成ルーチンを実施することができる。
【００７１】
　本発明のセットアップ手順では、デバイス１４を、較正されるベース・ステーション１
２の較正チャンバ３３内に置くことができる。ステップ１００で、ユーザが、ベース・ス
テーション１２の電源スイッチをアクティブ化し、コネクタ部材１６をベース・ステーシ
ョン１２のインターフェース１８に接続する。ステップ１０２で、電力が、ベース・ステ
ーション１２からコネクタ部材１６に配送されて、メモリ７６とベース・ステーションの
コントローラ２０との間のデータ経路が作成される。ステップ１０４で、コントローラ２
０が、メモリ７６を読み取って、デバイスを識別し、接続されたデバイスがベース・ステ
ーションに対して互換であるかどうかを判定する。デバイスがベース・ステーションと互
換であるかどうかの判定は、当技術分野で既知の任意の方法を使用して実行することがで
きる。通常、ＳＦＤとベース・ステーションとの互換性は、通し番号またはモデル番号な
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ど、一意のデバイス識別子を介して判定される。一意識別子を、コントローラにダウンロ
ードし、特定のベース・ステーション１２と互換であるすべての識別子のルック・アップ
・テーブルまたはデータベースと比較することができる。未知のまたは承認されていない
スキャニング・ファイバ・デバイスがベース・ステーションに接続されるのを防ぐことに
よって、患者に対する安全手段がもたらされる。
【００７２】
　デバイス１４がベース・ステーションと非互換であると判定される場合には、コントロ
ーラ２０は、エラー・メッセージを生成し、ディスプレイ３０に表示するか、他の形でデ
バイスの非互換性を示し（たとえば、可聴ビープ音）、構成ルーチンは終了する。デバイ
スがベース・ステーションと互換であると判定される場合には、コントローラは、この構
成ルーチンを継続し、追加データをメモリ７６または２４から読み取る。諒解できるとお
り、メモリ７６が一意識別子だけを有する場合には、コントローラは、デバイス１４の一
意識別子に関連する追加データ（たとえば、ルック・アップ・テーブルからのパラメトリ
ック・データ）をメモリ２４から読み取る。メモリ７６に一意識別子とパラメトリック・
データとの両方が含まれる実施形態では、コントローラ２０は、追加データ（たとえば、
パラメトリック・データ）をメモリ７６から読み取る。
【００７３】
　ステップ１０６で、コントローラは、デバイスの製造日および／または満了日を判定し
、その日付を実際の日付と比較する。製造日から所定の長さの時間を過ぎている場合、ま
たは構成ルーチンの日付が満了日を過ぎている場合には、コントローラは、デバイスが満
了したかその使用限度を超えていることを示すエラー信号を生成し、表示する。
【００７４】
　ステップ１０８で、コントローラ２０は、メモリ７６からデバイス・パラメータを読み
取る。通常、メモリ７６（またはメモリ２４内のルック・アップ・テーブル）に含まれる
パラメータは、デバイスの共振周波数またはデバイスの共振周波数「範囲」である。共振
周波数範囲が供給される場合に、コントローラ２０は、共振周波数範囲内の駆動信号を駆
動アセンブリ４０に送り、感光性位置センサ３１は、デバイス１４から発する照明スポッ
トを追跡し、センサ４４からの信号に基づいて、コントローラは、そのデバイスの共振周
波数であるとコントローラが判定する周波数を自動的に選択することができる。
【００７５】
　コントローラ２０は、最大電圧限度などの駆動アセンブリ４０の特性、ズーム能力、異
なる電圧に関連するＦＯＶ、デバイスのフォーカス能力、その他の類似のものなどを判定
することもできる。
【００７６】
　光ファイバとハウジング６０の特性も、メモリに保管することができる。これらの特性
は、断面寸法、長さ、柔軟性、材料、ハウジングの遠位部分の偏向可能性、または類似の
ものの任意の組合せを与えることができる。そのような情報を使用して、情報の表示、光
制御、または類似のものを変更することができる。
【００７７】
　検出アセンブリの特性も、メモリ内で供給することができる。検出アセンブリ特性は、
検出器のカラー能力、検出器の個数、検出器のステレオ能力、検出器の位置、または類似
のものに関する情報を与えることができる。
【００７８】
　メモリに、任意選択として、イメージ再構築のルック・アップ・テーブルまたはアルゴ
リズムを含めることができる。このテーブルまたはアルゴリズムを使用して、本発明のデ
バイス１４によって表示されるか獲得されるイメージを再マッピングすることができる。
代替案では、このテーブルまたはアルゴリズムを使用して、光ファイバをスキャンするの
に使用される駆動信号を再マッピングすることができる。このルック・アップ・テーブル
とアルゴリズムのより完全な説明は、本願と同時に出願された、本願の所有者が所有する
米国特許出願第＿＿＿号（弁理士整理番号第１６３３６－００３０００ＵＳ号）、名称「
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ｉｎ　Ｉｍａｇｅｓ」にあり、この特許出願の開示全体が、参照によって本明細書に組み
込まれている。
【００７９】
　ステップ１１０で、パラメトリック・データを使用して、スキャニング手順中にデバイ
ス１４とベース・ステーション１２を操作するのに使用される制御ルーチンを生成するか
再構成する。コントローラが、メモリからのパラメトリック・データを処理し、デバイス
のためにカスタマイズされた制御ルーチンを生成し終えた後に、コントローラは、構成ル
ーチンが完了したことと、デバイスが使用の準備ができていることとを示す、オペレータ
へのメッセージを生成する。その後、デバイスを、較正チャンバ３３から取り外し、目標
区域に近接して位置決めする。最小限に侵襲性の医療処置での使用のために、デバイスを
、普通の方法を使用して、体内管腔を介して目標区域に進める。イメージのピクセルを、
任意選択として一時的にメモリに保管し、イメージ再構築アルゴリズムが、目標区域のイ
メージを生成するためや、色とイメージひずみを訂正するために適用される。その後、こ
のイメージが、ディスプレイに送られ、任意選択として、メモリ内に永久的に取り込むこ
とができる。
【００８０】
　有利なことに、スキャニング・ビーム・デバイス１４内のメモリ７６上のデータは、デ
バイスのセットアップ時間を短縮し、ベース・ステーション１２が接続されたスキャニン
グ・ファイバ・デバイス１４を正しく操作することを可能にすると同時に、スキャニング
・ファイバ・デバイスの共振周波数、スキャニング・ファイバの直径などが何であるかに
関わりなく、さまざまな他のスキャニング・ビーム・デバイスを操作する能力を与える。
さらに、メモリ７６は、ベース・ステーションがすべての互換デバイス１４を正しく操作
することを可能にするので、製造公差を緩和することができ、製造プロセスをより単純に
することができ、製造の全体的なコストを減らすことができる。その結果、スキャニング
・ビーム・デバイスの製造と使用に関連する全体的なコストが、劇的に減らされる。
【００８１】
　本明細書で説明した例と実施形態が、例示のみのためであることと、それに関したさま
ざまな修正または変更が、当業者に提案され、本願の趣旨と範囲さらには添付の特許請求
の範囲の中に含まれなければならないこととを理解されたい。たとえば、他の実施形態で
、本発明のデバイスは、分光光度計、スペクトル・アナライザ、熱検出器、または類似の
ものなどの追加要素を有することができる。多数の異なる組合せが可能であり、そのよう
な組合せは、本発明の一部と考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明に含まれるファイバ・スキャニング・システムを概略的に示す図である。
【図１Ａ】光ファイバの共振周波数およびＱ係数を示す図である。
【図２】駆動アセンブリを用いてスキャン・パターンでスキャンされる光ファイバの形の
スキャニング要素を含むスキャニング・ビーム・デバイスを概略的に示す図である。
【図３】本発明のスキャニング・ファイバを組み込んだ単純化されたイメージング・カテ
ーテルを示す図である。
【図４】本発明の方法を概略的に示す図である。
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基站的扫描光束设备的其他特性。基站的控制器可以使用参数数据来配
置或生成控制例程，以便允许基站正确地操作设备。
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